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Der Beitrag wird anhand ausgewahlter Beispiele die Anwendung von
oberflachenanalytischen

Methoden fiir die chemisch-strukturelle Charakterisierung keramischer

Materialien und Materialsysteme, insbesondere ihrer inneren und &ufReren Grenzflachen
beleuchten. Zunachst wird kurz auf das Prinzip der verschiedenen Analysemethoden
eingegangen und ihre Méglichkeiten und Grenzen werden aufgezeigt. Da

Keramiken meist elektrisch isolierend und bei den eingesetzten Analyseverfahren

fast immer geladene Teilchen beteiligt sind, wird insbesondere auch auf die
Herausforderungen

eingegangen, die sich daraus fir die Analyse keramischer Materialien

ergeben. Schliel3lich werden Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Gebieten,

Z. B. Oberflachenmodifizierung von keramischen Fillstoffen, Fehleranalyse in keramischen
Oberflachen, Charakterisierung keramischer Katalysatoroberflachen oder

die Analyse diinner oxidischer Schichten in der Mikroelektronik vorgestellt.



